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Dispositif de couplage de mémoires non volatiles dans une machine électronique et machine & affranchir en faisant

application.

L'invention porte sur un dispositif de couplage de mé-
moires volatiles & un microprocesseur et a un outil de test a
connecteur de test venant se raccorder sur un deuxiéme
connecteur complémentaire relié aux liaisons entre les mé-
moires et le microprocesseur.

Le dispositif est caractérisé en ce que le deuxiéme connec-
teur 17 est monté en connecteur terminal sur les liaisons allant
vers les mémoires 11, 12 et en ce qu'il comporte un troisiéme
connecteur 18 monté en connecteur terminal sur les liaisons
allant vers le microprocesseur 13 et un circuit de raccordement
amovible 20 entre les deuxiéme et troisiéme connecteurs.

Application machine & affranchir.
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La présente inventioh porte sur un mode de couplage de mémoires non
volatiles dans une machine électronique, en particulier une machine a
affranchir entiérement ou partiellement électronique.

De maniére connue, dans les machines & affranchir actuelles,
1'équipement électronique qu'elles comportent est organisé autour d'un

microprocesseur piloté par un programme. Le microprocesseur geére en par-

. ticulier une ou des mémoires non volatiles &ffectées & l'enregistrement

de la valeur globale des affranchissements réalisés et, en outre, tout au
moins pour les machines 3 affranchir fonctionnant en pré-paiement, la
valeur des crédits successifs chargés dans la machine et celle du crédit
restant disponible dans la machine. La mémoire non volatile qui enregis-
tre ces comptes est dite mémoire du compteur de la machine ou mémoire de
1'état de la machine.

Etant donné la puissance financiire que représente chaque machine
3 affranchir et a fortiori le parc des machines 2 affranchir en service,
il importe de prévoirrdans les machines suffisamment de redondances et de
contrdles pour détecter toutes les anomalies de fonctionnement.

Un moyen simple et bien connu répondant & ces buts consiste a
doubler les mémoires non volatiles pour enregistrer deux fois, mals de
maniére séparée, 1'état du compteur de la machine. Un décalage entre les
contenus des deux mémoires, lorsqu'il est détecté, est utilisé pour
déclencher une mise en défaut de la machine. La machine se bloque et rend
impossible la réalisation de nouveaux affranchissements.

En cas de défaut provoqué par une panne ou défaillance de
composants de 1'équipement électronique ou consécutif 2 une tentative de
fraude, il est nécessaire de retrouver 1'état du compteur avant 1'appa-
rition du défaut. Dans ce but, 1'état du compteur est enregistré dans
chaque mémoire avec un grand nombre de rédondanees. En particulier on
enregiste dans chaque mémoire non volatile le compteur dit ascendant
cumulant les affranchissements réalisés, le compteur dit descendant
indiquant le solde de crédit restant disponible et le compteur dit tota-
iisateur cumulant les crédits successifs chargés pour permettre des
contrdles arithmétiques entre ces trois compteurs. Souvent, on associe &
ces trois compteurs un code de détection d'erreur 1ié é 1'état de chacun

de ces compteurs et enregistré avec lui dans chaque mémoire. De telles
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redondances permettent de mettre en évidence la mémoire éventuellement
en défaut. Ces mémes redondances peuvent aussi conduire, dans un nombre
de cas non négligeable, & conclure & 1l'absence de défaut de la machine et
3 1'absence de tentative de fraude mais & un simple désalignement des
mémoires qu'il suffit alofs de rectifier. Le fonctionnement de 1la
machine a pu étre altéré par des perturbations fugitives d'origines
diverses possibles, telles Qque électromagnétique, électrostatique ou
autre. '

Pour retrouver 1'état du compteur avant l'apparition du défaut et
éventuellement pouvoir diagnostiquer & un simple désalignement des
mémoires, une procédure de test est prévue. Elle est effectuée en
présence de l'usager et d'un représentant du service postal. La'machine
34 affranchir qui était plombée est alors déplombée pour accéder aux
mémoires non volatiles.

Lors de cette procédure de test, on utilise un dispositif dit outil
de test pour lire les contenus des mémoifes, pour les comparer et faire
apparaitre les différences et pour vérifier les redondances et mettre en
évidence la mémoire éventuellement en défaut. On prévoit, en général,
d'équiper 1l'outil de test d'un connecteur dit de test qui lui est
raccordé par 1'intermédiaire d'un cordon, et la machine d'un connecteur
interne complémentaire du connecteur de test, qui est raccordé en déri-
vation sur les liaisons entre les bornes d'accés des mémoires et celles
de 1'équipement électronique et en particulier du microprocesseuf.

L'outil de test peut ainsi accéder aux mémoires en venant brancher
le connecteur de test sur celui complémentaire prévu a cet effet dans la
machine et accessible lorsque la machine est déplombée.

Cet acceés aux mémoires non volatiles est en tant que tel de
principe simple. Il a cependant nécessité d'inclure dans les liaisons
entre les mémoires et 1'équipement électronique des résistances
d'isolement. Ces résistances d'isolement doivent éviter qu'un partie de
1téquipement électronique, éventuellement défaillante, impose un niveau
de tension, bas ou fixe, non convenable, tel que la masse, Sur les
liaisons. Elles doivent aussi permettre de relire les mémoires non vola-
tiles méme si la machine est hors tension, en cas de panne d'alimenta-

tion. Dans ces conditions ltoutil de test injecte du courant dans les
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résistances en sorte gque si ces résistances sont & des niveaux bas du
c6té de 1'équipement électronique elles sont portées & niveau suffisant
du cdté des mémoires pour permettre leur bon fonctionnement.

La présente invention a pour but d'éviter les contraintes et les
inconvénients 1liés & un tel couplage entre les mémoires volatiles et
1'équipement électronique, d'une part, et un outil de test, d'autre
part, en permettant 1l'obtention d'un couplage, gsélectif des mémoires
avee 1'équipement électronique ou avec 1lfoutil de test.

La présente invention a donc pour objet un dispositif de couplage
de mémoires non volatiles dans une machine électronique, permettant le
couplage desdites mémoires & un équipement & microprocesseur de ladite
machine et & un outil de test extérieur & premier connecteur terminal dit
de test, comportant des liaisons connectées aux bornes d'accés desdites
mémoires et 3 celles dudit équipémenb, pour leur couplage, et un deuxiéme
connecteur complémentaire du connecteur - de test relié aux liaisons,
caractérisé en ce que ledit deuxidme connecteur est monté directement'en
connecteur terminal sur les liaisons allant vers lesdites mémoires en
les interrompant vers ledit équipement & microprocesseur et en ce qu'il
comporte, en outre, un troisiéme connecteur, monté directement en
connecteur terminal sur les liaisons allant vers ledit équipement &
microprocesseur, et un circuit de raccordement monté amovible entre les-
dits deuxiéme et troisiéme connecteurs, qui sélectivement assure le cou-
plage direct des broches correspondantes des deuxiéme ‘et troisidme
connecteurs pour assurer une continuité des liaisons entre les mémoires
et l'équipement, quand il est interposé entre ces connecteurs, et permet
le raccordement du connecteur de test sur ledit deuxiéme connecteur et
1tisolation desdites mémoires entre elles et dudit équipement, quand il
est retiré.

D'autres caractéristiques et les avantages de la présente inven-
tion apparaitront au cours de la description donnée ci-aprés d'un mode de
réalisation illustré dans les dessins annexés. Dans ces dessins :

- la figure 1 illustre le dispositif de couplage selon l'invention entre
des mémoires non volatiles et un microprocesseur appartenant a
1'équipement électronique d'une machine,

- la figure 2 illustre le dispositif de couplage selon 1'invention, tel
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qu'il est utilisé pour le couplage des mémoires non volatiles
précédentes & un outil de test,

- la figure 3 représente une machine & affranchir équipée dudit disposi-
tif de couplage.

Dans les figures 1 et 2, on a représenté le dispositif de
couplage 10 selon la présente invention tel qu'utilisé pour assurer le
couplage sélectif entre deux mémoires non volatiles 11 et 12 et un micro-
processeur 13 ou entre ces deux mémoires non volatiles et dispositif de
test, dit outil de test 14. Cet outil de test 14 est & cordon de conduc-
teurs 15 équipé d'un connecteur terminal 16, dit connecteur de test.

Dans les figures 1 et 2, on a montré les deux mémoires - non
volatiles 11 et 12 & accds série et noté leurs bornes d'accés actives VDD
et VSS pour celles des alimentations +5V et OV, SCL pour celle d'horloge
et SDA pour celle des données.

Ces mémoires sont des mémoires EEPROM (Electrically Erasable
Programmable Read Only Memory, en terminologie anglo-saxonne) telles que
celles du type X2404 de la société XICOR.

En variante, ces mémoires sont des mémoires RAM (Random Acces
Memory) secourues par pile telles que celles au boitier du type 8570 de
la société RIC ou signetics.

Dans la figure 1, les bornes d'aceés actives SCL et SDA des deux
mémoires 11 et 12 sont relides, séparément pour chaque mémoire, aux
bornes accés correspondantes notées P10, P11, P12, P13 du microproces-
seur 13 et les bornes d'accés actives VDD et VSS & la source d'alimenta-
tion +5V et a la masse de l'ensemble de 1'équipement électronique,
auquel appartient le microprocesseur, par des liaison individuelles, non
référencées. Ces liaisons individuelles ont été interrompues pour le
montage du dispositif de couplage 10, selon 1'invention, sur elles.

Ce dispositif de couplage 10 comporte un connecteur 17, complémen-
taire du conencteur de test 16, monté fixe, en connecteur terminal, sur
les liaisons allant vers les mémoires, un connecteur 18 également monté

fixe, en connecteur terminal sur les 1liaisons allant vers le

‘microprocesseur et la source d'alimentation +5V et un circuit de raccor-

dement 20 monté amovible entre les connecteurs fixes 17 et 18.
Pour l'une et 1l'autre des mémories 11 et 12, chacune des bornes
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dtaccés VDD, SDA et SCL est reliée & une des broches du connecteur fixe
17. La borne d'accés VDD de chaque mémoire l'est directement & sa broche
du connecteur fixe 17, les bornes d'accés horloge SCL et données SDA le
sont 2 travers une résistance série 30, de 330 ohms, pour chacune, a leur
broche individuelle du connecteur fixe 17. De plus les liaisons horloge
et données sont polarisées & la masse, chacune par une . résistance 31,
de 22 K ohms, connectée entre la broche 2 iaquelle chacune de ces liai-
sons aboutit et la résistance 30 qu'elle comporte.

Dans la figure 1, les deux mémoires 11 et 12 et le microproces-
seur 13 ont sur leur borne d'accés de masse VSS une masse commune pour
tout 1'équipement, ainsi que schématisé. Cette masse commune est
également ramenée sur le dispositif de couplage 10, sur l'une des broches
du connecteur fixe 17 du c6té des mémoires par la liaison de cette broche
a la borne d'accés VSS de l'une des mémoires, dans 1l'exemple illustre la
mémoire 11. 7 .

Le connecteur fixe 17 a donc du cdté des mémoires trois broches
individuelles pour chacune des mémoires et une broche supplémentaire sur
laquelle la 1liaison correspondante avec 1l'une des mémoires raméne la
masse commune de 1l'ensemble. Pour les deux mémoires 11 et 12 il a donc au
minimum sept broches.

Les bornes d'aceds P10 4 P13 du microprocesseur sont reliées,
individuellement, & quatre broches correspondantes du connecteur fixe
18, chacune & travers une résistance série 32, de 300 ohms. Chacune de
ces quatre liaisons incluant la résistance 32 est polarisée au +5V de
l'alimentation par une résistance 33, de 8,2 K ohms. La source +5V est
reliée directement i une autre broche du connecteur 18 directement.

Le connecteur fixe 18, coté équipement électronique a au minimum
cing broches, une broche de masse commune n'étant pas nécessaire de ce
cdté, le dispositif 10 de couplage'est déjé'ramené 4 cette masse commune.

Ce circuit de raccordement 20 se présente Sous la forme d'un
boitier plat rectangulaire ou d'un simple substrat, hui tel qu'illustré,
a ses deux grands bords opposés équipés 1'un et l'autre en connecteur, 21
et 22, selon le bord considéré. Le connecteur 21 est complémentaire du
connecteur fixe 17. Il est, dans l'exemple illustré dans les figures 1 et

2, identique au connecteur de test 16. L'autre connecteur 22 est complé-
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mentaire du connecteur fixe 18. Dans le circuit de raccordement, les
broches telles que 23 de 1l'un des deux connecteurs 21 et 22 sont reliées
individuellement & celles correspondantes, telles que 24, de l'autre par
des liaisons directes telles que 25 entre elles. Elles forment ainsi des
coupies de broches interconnectées qui établissent la continuité entre
les liaisons allant vers les mémoires et celles allant vers le micropro-
cesseur et la source d'alimentation +5V, lorsque le circuit de raccorde-
ment 20 est présent. _

Dans le circuit de raccordement 20, les deux broches du connec-
teur 21, affectées 4 la continuité des liaisons de l'une et 1l'autre des
mémoires 11 et 12 avec 1'alimentation +5V, sont raccordées en commun
directement & la broche correspondante du connecteur 22. Le connecteur
21 a ou n'a pas de broche correspondante 4 la broche de masse du
connecteur fixe 17. '

Si done le circuit de raccordement 20, amovible, est enfiché sur
les connecteurs fixes 17 et 18, le couplage des mémoires 11 et 12 avec le
microprocesseur et la source d'alimentation +5V est assuré, tel que
montré dans la figure 1 et les échanges entre le microprocesseur et les
mémoires réalisés.

Avantageusement, les mémoires 11 et 12 de type série permettent ce

"couplage & travers peu de liaisons. Les échanges sont alors réalisés

selon 1le protocole de communication défini par 1le fabricant des
mémoires. Pour les mémoires & accés série considérées ne nécessitant que
deux liaisons entre chacune d'elles et le microprocesseur, le protocole
de communication est celui dit du bus I2C (inter Integrated Circuits),
formé d'un bus bifilaire ayant une liaison de données et une liaison
horloge.

Si par contre le circuit de raccordement 20 est déconnecté du
connecteur fixe 17, on comprend & partir de la figure 1, que les mémoires,
11 et 12 sont alors totalement isolées 1l'une de l'autre mais également de
tout le reste de l'équipement électronique, en particulier du micropro-
cesseur et de l'alimentation +5V. Elles restent cependant & la masse
commune de 1'équipement.

Dans la réalisation illustrée dans la figure 1 les résistances

série 30 et 32 protégent les mémoires 11 et 12 et le microprocesseur 13
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contre les choes électriques possibles inhérents 2 la mise en place ou au
retrait du circuit de raccordement 20.

Le retrait du circuit de raccordement 20 permet, ainsi que montré
dans la figure 2, l'enfichage du connecteur terminal 16 de 1'outil de
test 14 sur le connecteur fixe 17, pour son raccordement direct avec les
liaisons du cété des mémoires. Selon 1l'exemple illustré dans cette
figure 2, le cordon de conducteurs 15 est & sept fils raccordé aux sept
broches individuelles du connecteur de test 16. Dans ces conditions,
chacune des mémoires est alimentée indépendamment l'une de l'autre &
partir de 1l'outil de test, les liaisons entre 1'outil de test et les
bornes d'accés SCL et SDA des mémoires sont également séparées.

L'outil de test peut interroger les mémoires séparément, pour lire
leur contenu.

On note que l'utilisation d'un cordon de cing fils au lieu de sept
est également possible, en prévoyant, entre ce coréon et le connecteur de
test 16 restant & sept broches individuelles, un petit circuit imprimé
supportant un boitier de multiplexage commutant trois des fils venant de
1'outil de test sur les liaisons allant vers les bornes dtaccés VDD, SCL
et SDA de l'une des mémoires ou l'autre. Le quatriéme des cing fils
venant de l'outil de test est affecté & la broche de masse du connecteur
fixe 17 et le cinquiéme & la sélection de commutation vers l'une ou
ltautre des mémoires de l'outil de test.

En variante, dans le connecteur 17 les broches individuelles
peuvent avoir une disposition différente de celle illustrée. En particu-
lier la broche de masse peut €&tre centrale et ‘les autres broches,
affectées aux liaisons avec les bornes d'accés VDD, VSS et SCL de l'une
et 1'autre des mémoires, peuvent &tre symétriques de la broche centrale.
Dans ces conditions le connecteur de test peut n'étre qu'a quatre broches
reliées par un cordon de quatre fils 3 1'outil de test ; ce connecteur de
test peut &tre raccordé alors a l'une ou l'autre des mémoires.

L'outil de test étant couplé & 1l'une ou l'autre des mémoires 11 et
12, le protdcole utilisé par l'outil de test reste alors identique a
celui utilisé pour 1les échanges entre le microprocesseur et les

mémoires. C'est avantageusement celui du BUS I2C. La procédure de test
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permet d'utiliser un signal d'horloge de fréquence permettant une
lecture lente des mémoires, restant compatible avec l'emploi d'un
cordon 15 de plusieurs métres de longueur. Les résistances série 30 sur
1es liaisons vers les mémoires servent & les protéger contre d'éventuel-~
les surtensions induites dans le cordon.

L'insertion du connecteur 17, complémentaire de celui de test 16,
directement sur les liaisons entre les mémoires & accés série et le
microprocesseir (figure 1) rend particuliérement aisés 1les tests
réalisés par 1l'outil de test sur les mémoires. En particulier, 1la
suppression des longueurs de liaison en dérivation pour le connecteur de
test, dans les couplages antérieurs connus, et l'adoption d'un nombre
1imité de conducteurs dans le cordon 15 de 1'outil de test, découlant des
mémoires i accés série et du peu de broches du cohnecteur 17, permettent
1'utilisation d'un cordon souple et de longueur confortable.

Dans la figure 3, on a représenté une machine & affranchir élec~
tronique. Les circuits comparables & ceux de la figure 1 sont désignés
par les mémes références.

Le microprocesseur 13 est celui autour duquel est organisé 1la
machine. Les mémoires 11 et 12 précitées sont les mémoires non volatiles
d'enregistrement de 1'état des compteurs de la machine. Elles sont
couplées au microprocesseur 13 A travers le dispositif 10 comme dans la
figure 1, en constituant entre chaque mémoire et le microprocesseur un
bus bifilaire indépendant, de transfert de données et d'horloge, pour
l'enregistrement par voie distincte de 1'état de la machine dans les
mémoires. Dans la figure 3, le bus bifilaire est référencé 41 pour la
mémoire 11 et 42 pour la mémoire 12.

Dans la figure 3, on voit que la machine comporte, en outre, une
mémoire de travail 44 et une mémoire de commande 45 relides au micropro-
cesseur par un bus 46, un afficheur 47, un clavier 48 et une téte
d'impression 49 également reliés au bus A46.

On a également illustré un circuit de régulation 50 délivrant a
partir d'une source non régulée V 1'alimentation régulée +5V &
1'équipement électronique. Cette alimentation régulée +5V est délivrée
aux mémoires & travers le dispositif de couplage, ainsi -que montré par

une liaison 51 avec le circuit 50 qui aboutit & une des broches 52 du
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circuit 10. A cette broche 52, correspondent deux broches 53, 54 qui lui
sont directement raccordées et qui sont raccordées aux mémoires 11, 12.
En 1'absence du circuit de raccordement 20, les mémoires non volatiles
sont isolées du circuit 50.

En outre, ainsi qu'il est connu, les machines & affranchir sont
pourvues d'un organe basculant, en particulier un fﬁsible 55 interposé
entre la source non régulée et le circuit de régulation 50. Ce fusible
est commandé & partir du microprocesseur & travers un ecircuit de
commande 56. Il permet le blocage de la machine, par coupure de l'alimen-
tation de tout 1l'équipement en cas d'anomalie détectée. Une telle
anomalie est notamment une détection de non coIncidence entre les
contenus des deux mémoires non volatiles 11 et 12 avant chaque
affranchissement & réaliser. Ce fusible et tout 1t'équipement de la
machine sont dans une enceinte de la machine, l'enceinte est plombée lors
de la mise en service de la machine.

Selon 1l'invention, 1le fusible 55 est porté par le circuit ﬁe
raccordement 20 précité ol il est raccordé par une broche de
raccordement supplémentaire 57 pour la liaison allant vers 1lt'alimenta-
tion régulée 50 et une broche de raccordement supplémentaire 58 pour
celle allant vers l'alimentation non régulée V. Ces broches supplémen-
taires 57 et 58 montrées sur le dispositif de couplage 10, qui
interposent le fusible entre la source régulée 50 et celle non régulée V,
correspondent aux dispositions de 1la figure 1 ; & chacune d'elles
correspond, comme jl1lustré dans la figure 1 pour les liaisons entre les
mémoires et le microprocesseur, une broche du connecteur fixe 17, ou 18,
et une paire de broches raccordées directement du circuit de
raccordement.

En cas de panne de la machine, pour laquelle il y a intervention
d'un représentant du service postal, la machine est déplombée et 1le
circuit de raccordement 20 retiré, pour la procédure de test, le fusible
monté par le circuit de raccordement peut étre aisément vérifié et changé
lors de la remise en &tat opérationnel de la machine. La machine est
ensuite replombée.

En regard des figures 1 et 3, dans la machine ol les mémoires non

volatiles 11 et 12 sont ainsi couplées sélectivement au microprocesseur,
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le microprocesseur est apte & détecter la présence ou 1‘absende du
circuit de raccordement 20 sur ses liaisons avec les mémoires. Les dispo-
sitions de détection de présence ou d'absence du circuit de
raccordement 20 ne sont pas matérialisées dans les figures. Elles
constituent de préférence, 3 chaque mise sous tension de la machine, tout
au moins & 1la mise en service lorsque la machine est plombée, en une
demande de lecture d'un octet connu contenu dans l'une ou ltautre des
mémoires non volatiles.

' La réponse ou non réponse 3 cette demande traduit la présence ou
1'absence du circuit de raccordement 20. En cas d'absence du circuit de
raccordement, le microprocesseur bloque la réalisation des affranchis-
sements.

La présente invention a été décrite en regard des figures 1a3
jointes. Il est. évident qu'en pratique, les connecteurs fixes 17, 18
pourront étre montés en connecteur double porté par le bord du substrat
sur lequel sont montés le microprocesseur et les mémoires non volatiles
ou en connecteur double face imprimé sur un bord de ce substrat.

On lui associera avantageusement un détrompeur pour le montage
convenable des connecteurs complémentaires portés par le circuit de

raccordement ou du connecteur terminal de l'outil de test.
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REVENDICATIONS

1/ Dispositif de couplage de mémoires non volatiles dans une machine
électronique, permettant le couplage desdites mémoires & un équipement &
microprocesseur de ladite machine et & un outil de test extérieur a
premier connecteur terminal dit de test, comportant ‘des liaisons
connectées aux bornes d'accés desdites mémoires et & celles dudit équi-
pement, pour leur couplage, et un deuxiéme connecteur complémentaire du
connecteur de test relié aux liaisons, caractérisé en ce que ledit
deuxidme connecteur (17) est monté directement en connecteur terminal
sur les liaisons allant vers lesdites mémoires (11, 12) en les interrom-
pant vers ledit équipement & microprocesseur et en ce qu'il comporte; en
outre, un troisiéme connecteur (18), monté directement en connecteur
terminal sur les liaisons allant vers ledit équipement & mieroproces-
seur (13), et un circuit de raccordement (20) monté amovible entre
lesdits deuxiéme et troisiéme connecteurs, qui sélectivement assure le
couplage direct des broches correspondantes des deuxidme et troisiéme
connecteurs pour assurer une continuité des liaisons entre les mémoires
et 1'équipement, quand il est interposé entre ces connecteurs, et permet
le raccordement du connecteur de test (16) sur ledit deuxiéme
connecteur (17) et l'isolation desdites mémoires (11, 12) entre elles et
dudit équipement, quand il est retiré.

2/ Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit
circuit de raccordement (20) est un circuit plat équipé d'un quatriéme
connecteur (21) complémentaire du deuxiéme (17) et d'un cinquiéme
connecteur (22) complémentéire du troisiéme (18) et ayant des
interconnexions directes (25) entre les broches correspondantes (23, 24)
desdits quatriéme et cinquiéme connecteurs (21, 22).

3/ Dispositif de couplage selon 1l'une des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce qu'il comporte des résistances série sur celles des
liaisons allant vers les bornes d'aceés de données (SDA) et
d'horloge (SCL) de chacune des mémoires et sur celles allant vers les
bornes d'acecds correspondantes (P10 - P13) du mieroprocesseur (13).

4/ Dispositif de couplage selon l'une des revendications 1 & 3, caracté-
risé en ce qu'il comporte, sur ledit deuxiéme connecteur (17), une

broche sur laquelle est ramenée la masse commune de 1'équipement, par une
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1iaison avec la borne d'accds de masse (VSS) de 1l'une des mémoires (11,
12) assurant 1la mise & 1ladite masse commune du ecircuit de
raccordement (20) quand il est interposé entre lesdits deuxiéme et troi-
sidme connecteurs (17, 18) et dudit outil de test (14) quand le connec-
teur de test (16) est raccordé au deuxiéme connecteur (17).

5/ Machine & affranchir comportant un microprocesseur (13) deux mémoires
non volatiles (11, 12) dites mémoires de 1'état de la machine reliées
indépendamment 1l'une de i‘autre au microprocesseur, pour l'enregis-
trement de 1l'état des compteurs de la machine dans chacune d'elles, et
une source d'alimentation non régulée V reliée & un circuit de régulaf
tion (50) alimentant l'ensemble des circuits de la machine, et faisant
application dudit dispositif de couplage selon les revendications 124
pour le couplage des mémoires au microprocesseur, caractérisée en ce que
jesdites mémoires (11, 12) sont & accés série et sont couplées, a travers
ledit dispositif de ~couplage (10), au microprocésseur par un bus
bifilaire indépendant pour chacune d'elles (41, 42) et 2 la  source
d'alimentation par une liaison double allant vers les deux mémoires et
une liaison commune allant vers le circuit de régulation (50).

6/ Machine & affranchir selon la revendication 5, caractérisée en ce que
les échanges de données et d'horloge entre les mémoires (11, 12) et le
microprocesseur (13) ou l'outil de test (14) se font selon un protocole
de communication dit de bus I2C. 7

7/ Machine & affranchir selon 1l'une des revendications 5 et 6, -
comportant, en outre, un organe de blocage interposé sur une liaisoh
entre la source de tension non régulée (V) et 1ledit circuit de
régulation (50), et un circuit de commande (56) dudit organe de blocage
commandé par ledit microprocesseur, caractérisée en ce que ledit organe
de Dblocage (55) est porté par ledit circuit de raccordement
amovible (20) ol il est raccordé a deux broches qui lui sont affectées et
en ce que lesdits deuxidme et troisidme connecteurs (17, 18) ont chacun
une broche affectée & 1'interposition du fusible sur la liaison entre la
source non régulée (V) et ledit circuit de régulation (50).

8/ Machine & affranchir selon 1l'une des revendications 5, 6 et 7,
caractérisée en ce que le microprocesseur (13) comporte des moyens de

détection de présence ou d'absence dudit circuit de raccordement (20)
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sur ses liaisons avec lesdites mémoires (11, 12), pour bloquer la réali-
sation d'affranchissement en cas d'absence dudit circuit de

raccordement.
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